
STRUKTURANALYTIK   
Fachbereich 1.3

NMR-SPEKTROSKOPIE  

 − Bestimmung der Reinheit von Analyten in reinen 
Stoffen und Referenzmaterialien mittels quanti- 
tativer NMR (qNMR).
 − NMR-Untersuchungen an Festkörpern wie  
Biomaterialien, Polymeren, Alumosilikaten und 
Metall-Fluoriden
 − Quantitave Bestimmung saurer Zentren (Brønsted, 
Lewis) in Katalysatoren
 − Doppelresonanz-Messungen (Kreuzpolarisation, RE-
DOR, TRAPDOR) sowie 2D-Verfahren (HETCOR, EXSI, 
HMQC)
 − NMR-Spektroskopie (Flüssigkeits- und Festkörper- 
NMR im akkreditierten Labor (DIN EN ISO/IEC 17025)

UNSERE  
REFERENZMATERIALIEN

 − Poröse Referenzmaterialien; Gasadsorption, 
Quecksilber-Intrusion
 − Polymerreferenzmaterialien; PS, PMMA,  
PEO - Molmassenverteilung
 − Nanopartikel; Nanosilber-Partikelgrößenverteilung

UNSERE KOMPETENZEN UND 
DIENSTLEISTUNGEN 

Im Mittelpunkt der Arbeiten steht der Zusammenhang 
zwischen Struktur und Eigenschaft von unterschied-
lichsten Materialien im Hinblick auf Optimierung und 
Anwendung neuer Materialien.

Zu unserem Methodenspektrum zählen u. a.:  
Röntgenbeugung, -streuung (XRD, SC, WAXS, SAXS), 
Röntgenabsorptionsspektroskopie (XAFS), Röntgen-
fluoreszenzanalyse (XRF, TXRF), verschiedenste  
flüssigchromatographische Methoden gekoppelt  
mit MALDI- bzw. ESI-TOF-MS oder FTIR, MALDI-TOF  
Imaging, Flüssigkeits-NMR, Festkörper-NMR,  
Gasadsorption, Quecksilberporosimetrie und 
Helium-Pyknometrie
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1H, 13C-HSQC- und HMBC-2D-NMR-

Plot (Ausschnitt) zur Zuordnung 

der NMR-Signale zu den Struktur- 

einheiten der Strukturformel

qNMR Analyse eines 1H Spektrums
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δ 1H



 − Analytik von Copolymeren hinsichtlich Molmassen-
verteilung, Funktionalität und Zusammensetzung 
 − Charakterisierung der Mikrostruktur von Oligomeren 
(Topologie, Architektur)
 − Charakterisierung von Nanopartikeln in der Umwelt
 − Synthese, Charakterisierung und Abbau von  
PU-Multifunktionsmaterialien
 − Flüssigchromatographie (LC) von Polymeren  
   GPC; LAC; LCCC; GELC;  
   2D-Chromatographie (LC x GPC); A4F
 − Spektroskopische (FTIR, NMR) und spektro- 
metrische (MALDI- und ESI-TOF- MS) Verfahren 
 − MALDI-TOF-Imaging
 − Offline bzw. online Kopplungen der LC- mit MALDI-/
ESI-TOF-MS, FTIR und Triple Detektion (UV, RI, LS)

FORSCHUNG AM  
SYNCHROTRON

 − Synchrotron-Röntgenfluoreszenzanalyse,  
2 Beamlines (BAMline, µSpot); XRF: konventionell, 
Mikro-, D2XRF, XAFS: konventionell, TXRF-XAFS  
und Single-shot XAFS
 − Mikro-XRF/-XAFS – 3 bis 4 µm Ortsauflösung;  
zellulare Auflösung für biologische Proben
 − TXRF-XAFS – neue Kamera für Spurenanalyse;  
XAFS an 4 ng Probenmenge möglich
 − D2XRF – Quantifizierung von Spuren in einer  
schweren Matrix, z. B. Pt in Au
 − Single-shot XAFS – gleichzeitig zeit- und ortsauf- 
gelöste XAFS Spektroskopie

OBERFLÄCHEN- UND 
PORENANALYSE

 − Entwicklung von zertifizierten Referenzmaterialien 
(Gasadsorption und Quecksilberporosimetrie)
 − Bestimmung spezifischer Oberflächen  
(BET, DIN ISO 9277)
 − Meso- und Mikroporenanalyse mittels Gasadsorption 
(DIN 66134, 66135, ISO 15901-2, ISO 15901-3)
 − Quecksilber-Intrusionsporosimetrie; Meso- und 
Makroporenanalyse (DIN 66133, ISO 15901-1)

RÖNTGEN- 
DIFFRAKTOMETRIE

 − In situ Untersuchungen von Kristallisationsprozessen 
und Synthesen in komplexen Probenumgebungen
 − Ab initio Strukturbestimmung aus Röntgenpulver-  
daten
 − Untersuchung von Materialien auf verschiedenen 
Größenskalen
 − Quantitative Analyse von Röntgenpulverdiffrakto-
grammen (Rietveld-Methode)
 − Röntgenkleinwinkelstreuung und -beugung mittels 
Synchrotronstrahlung; (XRD, SC, WAXS, SAXS)
 − Analytik mit gekoppelten Methoden 

CHARAKTERISIERUNG 
VON POLYMEREN

Analyse des Schädigungsprozesses zementgebundener Baustoffe 

mittels µXRD

Dr. Martin Radtke  martin.radtke@bam.de
Dr. Uwe Reinholz  uwe.reinholz@bam.de
Dr. Heinrich Riesemeier  heinrich.riesemeier@bam.de
Dr. Ana Guilherme Buzanich  ana.buzanich@bam.de 

 

Carsten Prinz  carsten.prinz@bam.de
Annett Ziemathis  annett.ziemathis@bam.de

Dr. Steffen Weidner  steffen.weidner@bam.de
Dr. Jana Falkenhagen  jana.falkenhagen@bam.de

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

 BAM-P106
 BET-Plot; linear regression

(p
/p

0)/
[n

a(1-
p/

p 0)]

Relative Pressure [ p/p0 ]

1 10 100
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

Po
re

 V
ol

um
e 

[c
m

³/
g]

)

Pore Diameter [nm]

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.24

0.26

Cu
m

ul
at

ive
 P

or
e 

Vo
lu

m
e 

[c
m

³/g
]

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Qu
an

tit
y A

ds
or

be
d 

[c
m

³/
g 

ST
P]

Relative Pressure [p/p0]

 Adsorption
 Desorption

DMM 
in total Reflection

Sample

θ

2θFilter

Band-pass

Convexly bent
Si (111)

WLS
1.7 GeV
B = 7 T

Experimenteller Aufbau der zeit- und ortsaufgelösten XAFS 

Untersuchungen LAC/Maldi-ms Kopplung  
von Copolymeren


